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摘要(译)

本发明提供了一种改进的颗粒增强测定法，主要通过改进颗粒聚集体的
测量来确定具有高度特异性，准确性和灵敏度的任何宽范围分析物的浓
度。通过在测定培养基中进行颗粒增强反应并通过偏振强度差分散射测
量反应混合物中不同尺寸的聚集颗粒的分布来确定分析物浓度。然后将
粒度分布与标准曲线进行比较以确定样品中分析物的浓度。
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